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Bestaande richtlijnen

= Industrieleidraad Mijnbouw

= Productspecificaties Deformatiemeting
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Deformatiemeting
Kunstwerken

Technisch Platform Bodembeweging
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Producthnormen

= Productnormen ontbreken
= Processen zijn genormeerd
= Functioneel aanbesteden?
= Meettechniekonafhankelijk aanbesteden?

= Product:

= Een verzameling van uitspraken over het
deformatiepatroon van een geo-object



Discretisatie

= Punten
= Delauneydriehoeken
» Raster
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Analysemodel

Vereffeningsmodel
= Methode der kleinste kwadraten

Waarnemingen en parameters
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‘Abhandlungen

zur

Methode der kleinsten Quadrate

yon

Carl Friedrich Gauss.

Vereffening van een epoche T Eovher aiasis e doraba i

Vereffening van alle epochen samen
= Spreadsheet?
= Kleinste kwadraten!

Dr. A. Borsch und Dr. P. Simon,
A fm Kdnigl. P Institat,




Standaardafwijking en I 1 U
grenswaarde 1

= Geen standaardafwijking
= Basisafhankelijk
= correlatie ontbreekt

= Maar grenswaarde

= opspoorbare deformatie (opspoorbaar met een
zekere kans)



Puntenveld

= Puntenveld, geen losse punten
= vVOrm en grootte

= oriéntering, positie en schaal van
referentiestelsel

= relatief
- schranking AL e ,
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= Verschuivingsvector
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Conclusies

= Normeringsmodel
= Analysemodel

= Vereffening van alle epochen samen
= Verschuivingsvector

= Spreadsheet
s—Standaardabwijking en grenswaarde

= Puntenveld, schranking



